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Vorwort 1 Ubersicht

Das Merkblatt gibt dem Anwender der LaserstrahlschweiRtechnolo- In Tabelle je endeten Sensorsysteme aufgefuhrt.
gie Hinweise auf Sensorik, die wahrend des Laserstrahlschweil3ens  Sie sind FanktiofiSweise, d. h. dem Messverfahren, zeilen-
zur Sicherung der Bearbeitungsqualitéat eingesetzt werden kann. weise ge t. DIy Spalten geben Auskunft Uber die mdgliche

Beriicksichtigt werden ausschliefilich Sensorsysteme, die wéhrend
oder parallel zum Schweil3prozess Messungen durchfiihren, von
den Herstellern auch als Online-Sensorik bezeichnet. Grundsétzlich
ist mit den nachfolgend vorgestellten Sensoren eine Regelung
mdglich bzw. heute bereits realisiert. Haufig ist ein einzelner Sensor e

i re Prozess des jeweiligen Messverfahrens.
erscheidet hierbei Verfahren, die vorlaufend arbeiten (Er-
gengeometrie), die prozessnah messen (Prozess-
achung) und die, die nachlaufend sind (Erfassung der Naht-
Aschaften).

on relativ zum Prozess
| prozessnah ‘ nachlaufend
Nr. 1 | Taktile Systeme | ‘
Nr. 2 | Kapazitive Systeme X
Nr. 3 | Induktive Systeme
tische Verfahren

Messmethoden mit Hilfslichtquellen
Nr. 4 | Lichtschnitt X X
Nr. 5 | Graubildanalyse X X X
Nr. 6 | Durchlichtverfahren X X
Messmethoden vom NIR- bilfIR-Bergic
(NIR = nahes Infraro%
NP 7 Intensitatsmes X X
Nr. 8 X X
Messm
Nr. 9 X
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Position relativ zum Prozess

vorlaufend | prozessnah | nachlaufend
Messmethoden im VIS-Bereich (visueller Bereich)
Nr. 10 Intensitatsmessung (ohne Ortsauflésung) im N
’ VIS-Bereich

Ortsaufgeltste Intensitatsmessung im VIS- X

Bereich
Messmethoden im Wellenlangenbereich des Bearbeitungslasers
Nr. 11 | Ruckreflexmessung (bei Laserwellenlange) ‘ X

Akustische Verfahren

Nr. 12 | Ultraschallverfahren
NI 13 Laser-UItra-Schgll-Technologie/
Laser-Ultra-Sonic-Technology (LUST)
Magnetische Verfahren
Nr. 14 | MFL Magnetischer Streufluss | X

Im Weiteren werden fiir die einzelnen Messpositionen relativ zum
Prozess die Qualitaitsmerkmale aufgezeigt, die mit den einzelnen
Sensorsystemen erfasst werden kénnen.

2 Erfassung der Fugengeometrie

In der Messposition vor dem Prozess wird die Fugengeometrie
erfasst. Die dabei verwendeten geometrischen KenngréRen sind
fur die relevanten StoRarten in Bild 1 zusammengefasst. In Ta-
belle 2 sind die fur eine Geometrieerfassung prinzipiell geeigne-
ten Sensortypen aufgelistet und hinsichtlich Anwendbarkeit bei
verschiedenen Naht-Stol3-Kombinationen und geometrischen Gro-
3en eingeordnet.

Tabelle 2. Zuordnung der erfassbaren qualitatsrelevanten Merkmale
bei verschiedenen Flugegeometrien zu den vorlaufenden

Messverfahren.
Qualitéats- Nahtart und StoRBgeometrie
'ﬁé?‘é%n;{ee I-Naht am Kehinaht am Kehlnaht

Stumpfstol3 Uberlappsto | T-S\§

Abstand Nr. 1, Nr. 2, Nr. 1, Nr. 2, Nr.
a Nr. 3, Nr. 4 Nr. 3, Nr. 4 (Nri
Fugenlage | (Nr.1),(Nr.3), |[Nr.1,(Nr.2), [Nr.1
lateral (Nr. 4), Nr. 6 Nr. 3, Nr. 4, Nr. 3, Nr.'4
Ay
SpaltgroRe | Nr. 4, Nr. 6 Nr. 4
b

() mit Einschrankung einsetzbar

3 Prozessuberwachung

Fehler moglich, viel
Prozessverlauf get

Wird die Messung prozessnah
lichen akustische oder optis,
emittiert, untersucht und
metern in Zusammenhal

€ d

0 werden im Wesent-

die der Schweil3prozess
triSchen oder Prozesspara-
. Dabei ist meist keine ein-
anderung und spezifischem
e globale Aussage Uber den

I-Naht am Stumpfstol3

hinaht am UberlappstoRR

Ay

Kehlnaht am T-StoR

Y

Ay

a Abstand

b SpaltgroRe

Ay Fugenlage lateral
Bild 1.

Definition der verwendeten geometrischen KenngroR3en.
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